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W ofercie producentéw zrédel §wiatla pojawiajg si¢ roznorodne konstrukcje diod
elektroluminescencyjnych. W procesie projektowania opraw oswietleniowych konieczna jest
znajomos$¢ rozkladu luminancji na powierzchni zrodla §wiatfa. Badania rozkladu luminancji
sg dos¢ zlozonymi badania fotometrycznymi. Bardzo niewiele publikacji po§wigcona jest
sposobowi przeprowadzania tego typu pomiarow. Gléwne prace badawcze skupione sg na
zagadnieniach termicznych [1,2]

W trakcie badan wlasnych skupiono si¢ na okres$leniu rozkiadu luminancji na
powierzchni LED [3] z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji [4]. Wyniki badan
wykazaly niejednorodny rozklad luminancji na powierzchni diody. Fakt ten wplywa na
sposob konstruowania ukladow optycznych dla tego typu Zrodet $wiatta.

Na obecnym poziomie badan wilasnych zdecydowano si¢ zaprezentowaé jeden z
aspektéw badania rozktadéw luminancji na powierzchni LED, a mianowicie wplyw ostrzenia
obrazu na powierzchni LED na wyniki pomiarow.

W trakcie wykonywanych pomiarow okazalo si¢ ze sposob, w jaki ustawiono ostro$¢ na
powierzchni mierzonej, wplywal na wynik pomiaru rozkladu luminancji i1 warto$¢
maksymalnej luminancji. W dalszej cze$ci przedstawiono 4 sposoby ustawiania ostro$ci
obrazu i wptyw na wyniki pomiarow:

* Metoda 1 — Ostros¢ na podstawie podziatki umieszczonej na obiektywie przez producenta;

» Metoda 2 — Ostro$¢ na powierzchni wylaczonej diody;

+ Metoda 3 — Ostro$¢ na powierzchni wlaczonej diody, na podstawie obrazu catego
mierzonego obiektu;

* Metoda 4 — Ostros¢ na powierzchni wigczonej diody, na podstawie obrazu duzego
powigkszenia fragmentu diody.

Zbadano cztery metody ostrzenia obrazu. Przedstawiono mozliwe rozbieznosci w
wynikach pomiaréw stosujac kazdga z metod. Najwieksze uchyby pomiarowe generowala
pierwsza itrzecia metoda pomiarowa. Stosunkowo doktadne wyniki pomiaréw uzyskiwano w
drugiej metodzie pomiarowej, przy ostrzeniu obrazu na powierzchni wytaczonej LED.
Zdecydowanie najdoktadniejsze wyniki pomiarow zapewniala czwarta metoda pomiarowa.
Przy czym rowniez w tej] metodzie potrzebne jest doswiadczenie, gdyz osoba mniej
zaawansowana moze nie dostrzec roznicy w ostrosci duzych powigkszen fragmentu badanej
diody. Dlatego w tego typu badaniach posiadanie dokladnego sprzetu pomiarowego jest
niewystarczajgce. Wazne jest takze doswiadczenie praktyczne osoby wykonujacej pomiary.
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